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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FIBRE OPTIC ACTIVE COMPONENTS AND DEVICES -
PERFORMANCE STANDARDS -

Part 7: 1 310-nm discrete vertical cavity
surface emitting laser devices
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International Standard IEC 62149-7 has been prepared by subcommittee 86C: Fibre optic
systems and active devices, of IEC technical committee 86: Fibre optics.

The text of this standard is based on the following documents:

CDV Report on voting
86C/1021/CDV 86C/1047/RVC

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.
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A list of all the parts in the IEC 62149 series, published under the general title Fibre optic
active components and devices — Performance standards, can be found on the I[EC website.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
the stability date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch" in the data
related to the specific publication. At this date, the publication will be

* reconfirmed,

* withdrawn,

* replaced by a revised edition, or
+ amended.
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INTRODUCTION

Fibre optic laser devices are used to convert electrical signals into optical signals. This part of
IEC 62149 covers the performance specification for 1 310 nm discrete vertical cavity surface
emitting laser devices in fibre optic telecommunication and optical data transmission

applications.



https://iecnorm.com/api/?name=32b7627d3f4a94eac37d7e3505fdf407

62149-7 © IEC:2012 -7-

FIBRE OPTIC ACTIVE COMPONENTS AND DEVICES -
PERFORMANCE STANDARDS -

Part 7: 1 310-nm discrete vertical cavity
surface emitting laser devices

1 Scope

This paft of IEC 62149 covers the performance specification for 1 310-nm discrete|vertical
cavity sprface emitting laser (VCSEL) devices of transverse single-mode and muftimode types
used for the fibre optic telecommunication and optical data transmission application ip a form
of the YCSEL chips mounted on a substrate with wire bonding to their-chips’ ang¢de and
cathodel terminals without any fibre pigtails. The performance standard contains a defihition of
the prdduct performance requirements together with a series of \sets of tests and
measuregments with clearly defined conditions, severities, and pass/fail“criteria. The tests are
intended to be run on a “one-off’ basis to prove any prodlct’s ability to sat|sfy the
performance standard’s requirements.

A proddct that has been shown to meet all the requirements of a performance standard can
be declared as complying with the performance standard, but should then be controlled by a
quality assurance/quality conformance program.

Dependjng on the signalling speed and applicatiagh areas, subcategorized specifications of the
1 310-nn discrete VCSEL are defined as shown.in Table 1.

Table 1 — Subcategorized specifications of the 1 310-nm discrete VCSEL

"oBa | Gba | opa)l Gba | osa | eba | 100Be" | 16cBa | P2
ohibre | | Fc1GB FC2GB FC4GB | FC8GB FC16cB
E1A13 E3A1a E10BLR
Etherne Efatb E3A1b E10BLW E25B°
E1B E10BLX4 E40BLR4

NOTE PBd is baud.rate; A1ais 50 um core multimode fibre; A1b is 62, 5 um core multimode fibre; B i single-
mode fijre; LRSS 10 G LAN; LW is 10 G WAN; LR4 is 40 G WDM. (Refer to IEC 60793-2, IEEE 802 3-2002,
INCITS 45042009, INCITS/Project 2118-D/Rev1.00-2008.09.25, IEEE 802.3-2005, and IEEE P802.3ba-2009.)

?  Nomlrat-sigratrate—of+0—C—Ethernetis—40:342 65 CBdfor E4+0BLRandE40BLER4
E10BLW.
b.¢ VCSEL specifications for signalling rates of 16 GBd, 25,781 25 GBd and above are left for future works.

ard—9;953—28-'GBd for

Each subcategorized specification is also defined by separate details depending on the
device types, such as specifications for a VCSEL device without a monitor photodiode (Case
a) and for a VCSEL device with a monitor photodiode (Case b).

2 Normative references

The following documents, in whole or in part, are normatively referenced in this document and
are indispensable for its application. For dated references, only the edition cited applies. For
undated references, the Ilatest edition of the referenced document (including any
amendments) applies.
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IEC 60749 (all parts), Semiconductor devise — Mechanical and climate test methods
IEC 60825-1: Safety of laser products — Part 1: Equipment classification and requirements
IEC 60950-1, Information technology equipment — Safety — Part 1. General requirements

IEC 61300-2-4, Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic test and
measurement procedures — Part 2-4: Tests — Fibre/cable retention

IEC 61300-2-19, Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic test
and measurement procedures — Part 2-19: Tests — Damp heat (steady state)

IEC 61300-2-48, Fibre optic interconnecting devices and passive components -+ Bgsic test
and measurement procedures — Part 2-48: Tests — Temperature-humidity cycling

IEC 621[48-15, Fibre optic active components and devices — Package and ihterface
standargls — Part 15: Discrete vertical cavity surface emitting laser packages

IEC Guide 107: 1998, Electromagnetic compatibility — Guide to thedrafting of electromagnetic
compatipility publications

3 Terms, definitions, symbols and abbreviated téerms

NOTE Terminology concerning the physical concepts, the types.of devices, the general terms, and that Jrelated to
ratings ard characteristics of semiconductor devices can be found in IEC 60747-5-1. In addition, the definition for
the essential ratings and characteristics of the semiconductor optoelectronic devices for fibre optic system
applicatiohs can be found in IEC 62007-1.

3.1 Terms and definitions

For the purposes of this document, the-following terms and definitions apply.

NOTE The following terms are defined«for the specific characteristics of vertical cavity surface emitting laser
devices.

3.1.1
modulantion speed
digital modulation speed’with an optimum modulation amplitude between the operating current
and thrgshold currentilével

3.1.2
muItim¥de

cross-se¢ction transverse mode of the laser beam profile with mode number greater tha|n one

Note 1 to entry: This means that the intensity profile has more than one spot, compared to the single-mode which
corresponds to the cross-section transverse mode of the laser beam profile with mode number of one having the
intensity profile of one circular spot.

3.1.3

laser wavelength

peak central laser wavelength of the vertical cavity surface emitting laser device when it is
operated at the normal operating conditions which is specified in the sectional specification of
the VCSEL

3.14
submount
substrate upon which a laser is mounted for assembly into the further packaging
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3.1.5

transverse mode
cross-sectional profile of the optical beam intensity at the laser output of the VCSEL

Note 1 to entry: Depending on the mode status between multimode and single-mode, the package type of the
VCSEL devices is also defined.

3.1.6

VCSEL device with a monitor photodiode
VCSEL packaged device with a monitor photodiode

3.1.7
VCSEL
VCSEL

3.2 Sy

AA/AT

1./t
C
AL

RIN
ARg/AT

4 Prd

41 Ab

levice withous itor photodiad

packaged device without a monitor photodiode

mbols and abbreviated terms

peak laser wavelength

threshold current

threshold voltage

operating current

forward voltage at operating current
series resistance

slope efficiency

continuous laser output power (at connector output or pigtailed fibre output for

packaged types)

wavelength change over temperature

beam divergence at 1/e2 inténsity

rise and fall time from 20)% to 80 % of the peak intensity
capacitance of the YESEL chip

spectral width, RMS (at static condition) for multimode VCSELS, -2(
single-mode VCSELs

relative intensity noise

series\resistance temperature coefficient

duct parameters

Folute limiting ratings

dB for

Absolute limiting (maximum and/or minimum) ratings imply that no catastrophic damage will
occur if the product is subject to these ratings for short periods, provided each limiting
parameter is in isolation and all other parameters have values within the normal performance
parameters. It should not be assumed that limiting value of more than one parameter can be
applied at any one time. The absolute maximum ratings of the subcategorized types, E1, E3,
E10, E40 BLR4, FC1GB, FC2GB, FC4GB and FC8GB for signalling speeds are listed in
Annexes A through D, depending on the transverse mode of the VCSELs between multimode
and single-mode and on the monitor photodiode packaged together or unpackaged.

4.2 Operating environment

The operating environment of all the subcategorized types of the 1310 nm VCSEL is
specified in Table 2.
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Table 2 — Operating environment

Value
Parameter Symbol Unit
Minimum Maximum

Operating temperature TOp -40 +85 °C

4.3 Functional specification

Functional specifications of all the subcategorized types, E1, E3, E10, E40BLR4, FC1GB,
FC2GB, FC4GB, and FC8GB, for signalling speeds and application areas are listed in
Annexes_A through D depending on the transverse mode of the VCSELs between multimode
and single-mode and on the monitor photodiode packaged together or unpackaged.

4.4 Diggrams

Diagrams of all the VCSEL device types are included in Annexes A through-D.

5 Testing

5.1 General

completed and frozen. Qualification maintenance is carriéd using periodic testing prpgrams.

Initial cFracterisation and qualification shall be undertaken when a build standard has been
Test conditions for all tests unless otherwise stated are 25 °C + 2 °C.

5.2 Chpracterization testing

Characterisation shall be carried out on at least 20 products taken from at least three different
manufag¢turing lots. The characteristics\and conditions of laser diode are tested at the
operating temperature and the operating current to satisfy the functional specifications
defined|in 4.3.

5.3 Pefformance testing
Performlance testing is~ undertaken when characterization testing is complefe. The

performpance test planTand recommended performance test failure criteria are spegified in
Annexe$ A through Dy depending on the device types.

6 Enyironmental specifications

6.1 Gepneral safety

All products meeting this standard shall conform to IEC 60950-1.

6.2 Laser safety

Fibre optic transmitter and transceiver using the laser diode specified in this document shall
be class 3R laser certified under any condition of operation. This includes single fault
conditions whether coupled into a fibre or out of an open bore. Fibre optic transmitter and
transceiver using the laser diode specified in this document shall be certified to be in
conformance with IEC 60825-1.

Laser safety standards and regulations require that the manufacturer of a laser product
provide information about the product’s laser, safety features, labelling, use, maintenance and
service. This documentation shall explicitly define requirements and usage restrictions on the
host system necessary to meet these safety certifications.
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6.3 Electromagnetic compatibility (EMC) requirements

Products defined in this specification shall comply with suitable requirements for
electromagnetic compatibility (in terms of both, emission and immunity), depending on
particular usage/environment in which they are intended to be installed or integrated.
Guidance to the drafting of such EMC requirements is provided in IEC Guide 107. Guidance
for electrostatic discharge (ESD) is still under study.
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Ann

ex A

(normative)

62149-7 © IEC:2012

without a monitor photodiode (Case a)

A.1  Absolute limiting ratings

Absolute limiting (maximum and/or minimum) ratings imply that no catastrophic damage will
occur if the product is subject to these ratings for short periods, provided each limiting

paramefer 1S Th 1Solation and all otner parameters nave valuesS Within the nmormal perT

rmance

paramefers. It should not be assumed that a limiting value of more than one parametef can be
applied jat any one time. Absolute limiting ratings are shown in Table A.1.
Table A.1 — Absolute limiting ratings
Value
Parameter Symbol Unit
Minimum Maximum
Stdrage temperature TStg -40 +85 °C
260 °C,
Soldering condition Teo
10s

Laser diode

Reyerse bias voltage Ve 5 \Y

Coptinuous forward current 1D 15 mA
A.2 Operating environment
The requirements of 4.2 shall bexmet.
A.3 FKFunctional specification
Tables [A.2 and A.3%contain the operating conditions for functional specifications pnd the
functional specifications of multimode 1 310-nm VCSEL devices of signalling spepeds of
1,25 GHd and 3(125 GBd without a monitor photodiode at the operating conditions.

Table A.2 — Operating conditions for functional specification
Value
Parameter Symbol Unit Note
Minimum Maximum

Operating forward current [0p 12 mA
Operating forward bias voltage Vi 2,5 \Y
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Table A.3 — Functional specification

Value
Parameter Symbol Unit Note
Minimum Maximum
Laser diode
Laser wavelength (for single channel uses) y) 1270 1355 nm CW, E1Ata,
p E1A1b
CW, E3A1a,
25 co 1269,0 1282,4 nm E3A1b
2 o1 1293,5 | 1306,9 nm o oATe
Laser wavelength (for four WDM channel P-
uses) eW, E3A1a,
Ao c2 1318,0 1331,4 nm E3h1b
CW, E3A1a,
Ao c3 13425 1355,9 nm E3h1b
Spectral width, RMS (for single channel AL 4 m oW
uses)
Spectral width, RMS (for four WDM CW. E3A1a,
channel uses) AL 0.62 nm E3A1b
Threshold current Ly, 0,5 5,0 mA To420 °C
Thresholq voltage Vin 1,1 2,0 \%
Slope effigiency (at Iop in a TO package) n 0,08 0,3 mW/mA
S_Iope_,- efficiency (at Iop ina TOSA or " 0,03 0.2 mW/mA
pigtailed package)
-7 5 dBm E1A1a
Continuoys laser output power (at /_ina E1A1b
p Ro
TO package) 7 5 dBm E3f1a,
E3A1b
i . -11,5 -3,5 dBm E1pia,
Continuoys laser output power (at [0p ina P E1A1b
TOSA or pigtailed package) °© 05 4B E3h1a,
s m E3A1b
Wavelendth change over temperature AMAT 0,2 nm/°C
260/260 ps E] 212
Rise and fall time (20 % —80 %) tlt
120/120 E3pia,
ps E3h1b
E1A1a,
E1A1b
5 pF
Vre =0V,
+WNHz
Capacitance (VCSEL chip) C
E3A1a,
E3A1b
2 pF
Vrev =0 V’
1 MHz
Relative intensity noise RIN -120 dB/Hz a
Series resistance temperature coefficient ARG/AT -4 000 ppm/°C b

a

b

parameter is typically a negative value.

For 1 GHz bandwidth and optical power specified (typically a negative value)

Series resistance of laser diodes decreases as temperature increases and thus its thermal dependent
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A.4 Diagrams

Refer to IEC 62148-15.

A.5 Testing

A.5.1 Characterization testing

The requirements of 5.1 shall be met.

A.5.2 Performance testing

62149-7 © IEC:2012

Performfance testing is undertaken when characterization testing is complete. A perfq

test plgn is shown in Table A.4 and recommended performance test failure) criteria

Table A}5.

Table A.4 — Performance test plan

rmance

in

No. Test Reference

Conditions

1 Elndurance test of:

1.1 Plackage

N
N
N
L

igh temperature IEC 60749-6
orage

(2]

1.1.2 | Lpw temperature

sforage
1.1.3 | Temperature IEC 60749-25
cycling
1.1.4 | Damp heat IEC 61300-2-19
1.1.5 | Temperature- IEC 61300-2-48, method A
hpmidity cycling

1.1.6 | Fjbrelpull® IEC 61300-2-4

Temperature: T =Tstg max
Ddration: 1 000 h

Temperature: T =Tstg min
Duration: > 2 000 h

Temperature: T, =Tstg min
Ty =Tstg max
Number of cycles = 100

T=+40°C+2°C
RH:93 % +2 %
96 h duration

—40°C+2°Cto+85°C+2°C
85 £ 5 % RH at the maximum
temperature

1 hour minimum duration at
extremes

> 1 °C/min rate of change

42 cycles

5N+0,5Nat0,5N/s

60-s-durationforbuffered

1.2 Laser diode
(submount)

fibres

Temperature: at least two test
temperatures:
@, specified, constant power

Ts1=Ts max

Ts2=< (Ts1-20 °C)
Duration: > 5 000 h

2 Mechanical shock IEC 60749-10

1500 G, 0,5ms

5 times/axis

11

3 Vibration IEC 60749-12

20 G, 20 Hz — 2 000 Hz,

4 min/cycle, 4cycle/axis

11
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No. Test Reference Conditions n®
4 Rapid change of IEC 60749-11 AT=100 °C, Temperature change 11
temperature time < 10 s, dwell time > 2 min

temperature reach time < 5 min
15 cycles

5 ESD IEC 60749-26 Human body model, positive and 3
negative voltage pulses with a
pulse interval of 300 ms

6 Internal moisture IEC 60749-7 <5000 x 10°° water vapour 11

Applied to fibre pigtailed packages.

These parameters can be determined from negotiation between

Number of samples

manufacturer and user.

Table A.5 —- Recommended performance test failure criteria

Deviges Parameter Failure criterion Measurement cor|dition
Laser diogle Operating current 50 % increase ° 25 Cvor life test temperature
Slope efficiency 10 % change ?® 25 °C or life test temperature
Forward voltage 10 % change *® 25 °C or life test temperature
Kinks in L/l curve ank-fr_ee within 1,2 x Pn%m TOp min, 25 °C, TOp mpx
(linearity change <10%)
Laser padkage Operating current 50 % increase ° 25 °C or life test temperature

Fibre or connector
output power

Kinks in L/l curve

Tracking ratio
(Imon / Pfibre)

10 % change ®

Kink-free within 1,2 x P_
(linearity change <10 %) °

< LSL > USL

Life test temperature
Imon Set to initial valug

Top min, 25 °C, Top mpx

T,, min ~ 7 max
At rated power level

@ Chang

e of pre- and post-test values in'the DS



https://iecnorm.com/api/?name=32b7627d3f4a94eac37d7e3505fdf407

B.1

- 16 —

Annex B

(normative)

62149-7 © IEC:2012

Specifications for multimode 1 310-nm
VCSEL device with a monitor photodiode (Case b)

Absolute limiting ratings

Absolute limiting (maximum and/or minimum) ratings imply that no catastrophic damage will
occur if the product is subject to these ratings for short periods, provided each limiting

parameferis i isofation and alt other parameters nave vatues withim the normat perfgrmance
paramefers. It should not be assumed that limiting value of more than one parametef can be
applied jat any one time. Absolute limiting ratings are shown in Table B.1.
Table B.1 — Absolute limiting ratings
Value
Parameter Symbol Unit
Minimum Maximum
Stdrage temperature TStg -40 +85 °C
260 °C,
Soldering condition Teo
10 sec
Laser diode
Reyerse bias voltage Ve 5 \Y
Coptinuous forward current 1D 15 mA
Molnitor photodiode
Makimum reverse voltage ViR 5,0 Vv
Makimum forward current Ir 2 mA
B.2 OQperating environment
The reqpuirements of 42 shall be met.
B.3 FKunctional specification
Tables B2 and B.3 contain the operating conditions for functional specifications pnd the
functional>specifications of multimode 1 310 nm VCSFl devices of qignalling speeds of
1,25 GBd and 3,125 GBd with a monitor photodiode at the operating conditions.
Table B.2 — Operating conditions for functional specification
Value
Parameter Symbol Unit Note
Minimum Maximum
Operating forward current op 12 mA
Operating forward bias voltage Ve 2,5 Vv
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Table B.3 — Functional specification

Value
Parameter Symbol Unit Note
Minimum Maximum
Laser diode
Laser wavelength (for single channel uses) y) 1270 1355 nm CW, E1Ata,
p E1A1b
CW, E3A1a,
25 co 1269,0 1282,4 nm E3A1D
2 o1 1293,5 | 1306,9 nm o oATe
Laser wavelength (for four WDM channel P-
uses) eW, E3A1a,
Ao c2 1318,0 1331,4 nm E3R1b
CW, E3A1a,
Ao c3 13425 1355,9 nm E3h1b
Spectral width, RMS (for single channel AL 4 m oW
uses)
Spectral width, RMS (for four WDM CW. E3A1a,
channel uses) AL 0.62 nm E3A1b
Threshold current Ly, 0,5 5,0 mA To420 °C
Thresholq voltage Vin 1,1 2,0 \Y
Slope effigiency (at Iop ina TO package) n 0,08 0,3 mW/mA
S_Iope_,- efficiency (at Iop ina TOSA or " 0,03 0.2 mW/mA
pigtailed package)
; . -8,5 5 dBm E1A1a
Continuoys laser output power (at [op ina P E1A1b
TO packape) 2 85 5 4B E3A1a,
© m E3A1b
; . -11,5 -3,5 dBm E1f1a,
Continuoys laser output power (at [0p ina P E1A1b
TOSA or pigtailed package) °© 05 dB E3A1a,
s m E3A1b
Wavelendth change over temperature AAIAT 0,2 nm/°C
260/260 ps E1f1a,
. . E1A1b
Rise and fall time tlt
120/120 ps E3p1a,
E3A1b
E1A1a,
E1A1b
5 pF
Vie H= oV,
z
Capacitance (VCSEL chip) C
E3A1a,
E3A1b
2 pF
Vrev =0V,
1 MHz
Relative intensity noise RIN -120 dB/Hz a
Series resistance temperature coefficient ARG/IAT -4 000 ppm/°C b
Monitor photodiode ©
Monitor current I, 0,1 mA
Py, = 0 mW,
Dark current I Ro 100 nA P
=3V
Vrev
d Vrev =0 V’
Capacitance Ciot 100 pF 1 MHz
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For 1 GHz bandwidth and optical power specified (typically a negative value).

Series resistance of laser diodes decreases as temperature increases and thus its thermal dependent
parameter is typically a negative value.

This part applies only to the VCSELs with monitor photodiode at a room temperature condition of 25 °C.

This indicates total capacitance between the anode and cathode terminals of the monitor photodiode
subassembly.

B.4 Diagrams

Refer tg IEC 62148-15.

B.5 Testing

B.5.1 Characterization testing

The reqpuirements of 5.1 shall be met.

B.5.2 Performance testing

Performfance testing is undertaken when characterization~testing is complete. A perfarmance
test plgn is shown in Table B.4 and recommended performance test failure criteria in
Table B|5.
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Table B.4 — Performance test plan

No. Test Reference Conditions
1 Endurance test of:
1.1 Package
1.1.1 High temperature IEC 60749-6 Temperature: T =TS‘g max 11
storage Duration: 1 000 h
1.1.2 | Low temperature Temperature: T =TS‘g min 11
storage Duration: > 2 000 h
1.1.3 | Temperature IEC 60749-25 Temperature: Ty =Tg 0 11
cycling FENESY -
Number of cycles = 100
1.1.4 | Damp heat IEC 61300-2-19 T=+40 °C + 2 °C 1
RH: 93 % +2 %
96 h duration
1.1.5 | Temperature- IEC 61300-2-48, method A —40°C £ 2 °C to +85,°C+ 2 °C 1
humidity cycling 85 + 5 % RH at the maximum
temperature
1 hour minimGm, duration at
extremes
> 1 °C/minvate of change
42 cyctes
1.1.6 | Fjbre pull IEC 61300-2-4 5N+ 0.5 N at 0,5 N/s 1
60 s duration for buffered
fibres
. H
1.2 Lpser diode Temperature: at least two test
(3ubmount) .
temperatures: y
12.1 ¢.. specified, constant power
T =T, max
1.2.2 .
T ,=< (T4-20 °C)
Duration: >5 000 h
1.3 Photodiode (in ] q
répresentative g'eenr]nppeer;e:tuL:;z at least two test |
ppckage) vV, or I specified
1.3 T,,= 125 °C min. ]
1.3.2 T,=< (T44-30 °C) Duration:
>1000 h
2 Mechanical shock IEC 60749-10 1500 G, 0,5ms 1
5 times/axis
3 Vlibration IEC 60749-12 20 G, 20 Hz - 2 000 Hz, 1
4 min./cycle, 4cycle/axis
4 apid change of IEC 60749-11 AT=100 "C, Temperature change 1
temperature time < 10 s, dwell time > 2 min.
temperature reach time < 5min.
15 cycles
5 ESD IEC 60749-26 Human body model, positive and 3
negative voltage pulses with a
pulse interval of 300 ms
6 Internal moisture IEC 60749-7 <5000 x10°° water vapor 11

a
b

c

Number of samples.

Applied to fibre pigtailed packages.

These parameters can be determined from negotiation between manufacturer and user.
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Table B.5 —- Recommended performance test failure criteria

Devices Parameter Failure criterion Measurement condition
Laser diode Operating current 50 % increase ° 25 °C or life test temperature
Slope efficiency 10 % change ?® 25 °C or life test temperature
Forward voltage 10 % change ?® 25 °C or life test temperature
Kinks in L/l curve Kink-free within 1,2 x P_ Top min, 25 °C, T,, max
(linearity change <10%) ?
Photodiode Dark current USL or 10 nA increase 25 °C

Laser package

Operating current

50 % increase °

25 °C or life test temperature

Fibre or connector
output power

Kinks in L/l curve

Tracking ratio
. 1P

mon fibre)

Photodiode dark current

10 % change®

Kink-free within 1,2 x Pom

a

(linearity change <10 %)

<LSL > USL

USL or 10 nA increase °

Life test temperature
Imon set to initial vallie

TOp min; k5 °C, TOp mpx

Tsp min ~ T max
At rated power level

25°C

@ Change of pre- and post-test values in the DS.
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Annex C

(normative)

Specifications for single-mode 1 310-nm VCSEL device

without a monitor photodiode (Case c)

Absolute limiting (maximum and/or minimum) ratings imply that no catastrophic damage will
occur if the product is subject to these ratings for short periods, provided each limiting

parame
parame

applied jat any one time. Absolute limiting ratings are shown in Table C.1.

Table C.1 — Absolute limiting ratings

er IS T 1solation anad all other parameters nave values within the normal perrgrmance
ers. It should not be assumed that a limiting value of more than one parametef can be

Value
Parameter Symbol Unit
Minimum Maximum
Stdrage temperature TStg -40 +85 °C
260 °C,
Soldering condition Teo
10s

Las
Reyerse bias voltage Ve 5 \Y
Coptinuous forward current 1D 12 mA

c.2 ¢

The req

C.3 §

Tables

Dperating environment

uirements of 4.2 shall bexmet.

functional specification

C.2 and C.3\contain the operating conditions for functional specifications pnd the

functional specifications of single-mode 1 310 nm VCSEL devices of signalling speeds of
GBd, 125 GBd, 3,125 GBd, 4,25 GBd, 8,5 GBd and 10 GBd without a |monitor
bde afthe operating conditions.

1,0625
photodiq

Value
Parameter Symbol Unit Note
Minimum Maximum
Operating forward current op 12 mA
Operating forward bias voltage Vi 2,5 \Y
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Table C.3 — Functional specification

Value
Parameter Symbol Unit Note
Minimum Maximum
Laser diode
1270 1355 nm CW, E1B
CW, FC1,
1260 1370 nm FC2, FCA4
Laser wavelength (for single channel uses) ip 1260 1360 nm CW FC8
CW,
1 <0U ‘I 05:) LLLLA E1 )BLR,
ENPBLW
CW,
25 co 1269,0 1282,4 nm E10BLX4
CW
A 1293,5 1.306,9 nm '
Laser wayelength (for four WDM channel p_C1 E1pBLX4
uses with|3.125 GBd/each) cW
Ao c2 1318,0 1 331,4 nm E10BLX4
CW.
Ao c3 13425 1355,9 nm E10BLX4
CW,
25 L0 1264,5 1277,5 nm E4bBLR4
CW
A 1284,5 1297,5 nm y
Laser wayelength (for four WDM channel p_L1 E4pBLR4
uses with|10.3125 GBd/each) cW
Ao L2 1304,5 1317,5 nm E4bBLR4
CW,
Ao i3 13245 1337,5 nm E4bBLR4
Spectral width at -20 dB (for single AL 1 am oW
channel uses)
Spectral Width at -20 dB (for four WDM cw,
channel uses) AL 0,62 nm E1PBLX4,
E4PBLR4
Threshold current Ly, 0,5 5,0 mA To420 °C
Threshold voltage Vin 1,1 2,0 \Y
Slope efficiency (at 59 infa TO package) n 0,05 0,3 mW/mA
Slope effipiency (at Lo ina TOSA or 0.03 0.2 mW/mA
pigtailed package) n ’ ’
Continuous laser output power (at /__in a
TO package) o L0 85 5 aBm
-11,0 -3,0 dBm FC2GB,
E1B
-9,5 -3,0 dBm FC1GB
-0,5 dBm E10BLX4
Continuous laser output power (at lop ina P
TOSA or pigtailed package) °© -8,4 -1 dBm FC4GB
FC8GB,
-8,2 0,5 dBm E10BLR,
E10BLW
-7 2,3 dBm E40BLR4
Wavelength change over temperature AAMAT 0,1 nm/°C
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Value
Parameter Symbol Unit Note
Minimum Maximum
320/320 ps FC1GB
260/260 ps E1B
160/160 ps FC2GB
Rise and fall time (20% to 80%) o 120/120 ps E10BLX4
90/90 ps FC4GB
E10BLR,
50/50 ps E10BLW,
E40BLR4°
FC[IGB
5 pF V=0V,
1 MHz
E1B
5 pF vl =0V,
1 MHz
FCRGB
2 pF vl =0V,
1 MHz
Capacitarjce (VCSEL chip) c E1pBLX4
2 -
pF V=0V,
1 MHz
FCHGB
1 -
pF V=0V,
1 MHz
E1DPBLR,
E10BLW,
0.5 pF E4pBLR4?
Vil =0V,
1 MHz
FC[1GB,
-117 dB/Hz FOPGB
FCHGB,
) -120 dB/Hz E1B, E3B
Relative iptensity noise RIN
FCBGB
E1DBLR,
-128 dB/Hz E1PBLW,
E4pBLR4
; : £ oMon 20 ap at ¥o and /
Side mode-suppression—+atie SMSR 30 B >ox 1, op
Series resistance temperature coefficient ARG/IAT -4 000 ppm/°C ©

? Informative only. Eye diagram masks and transmitter and dispersion penalty (TDP) should be considered more

accurate guidelines.
For 1 GHz bandwidth and optical power specified (typically a negative value)

Series resistance of laser diodes decreases as temperature increases and thus its thermal dependent
parameter is typically a negative value.

C.4 Diagrams

Refer to IEC 62148-15.
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C.5 Testing

C.5.1 Characterization testing

The requirements of 5.1 shall be met.

C.5.2 Performance testing

Performance testing is undertaken when characterization testing is complete. A performance
test plan is shown in Table C.4 and recommended performance test failure criteria in
Table C.5.
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Table C.4 — Performance test plan

No. Test Reference

Conditions

1 Endurance test of:

1.1 Package

1.1.1 High temperature IEC 60749-6 Temperature: T =Tstg max 11
storage Duration: 1 000 h
1.1.2 | Low temperature Temperature: T =Tstg min 11
storage Duration: > 2 000 h
1.1.3 | Temperature IEC 60749-25 Temperature: T, =Tstg min 11
cycling I =Totg max
Number of cycles = 100
T=+40°C+2°C
1.1.4 | Damp heat 1
P IEC 61300-2-19 RH: 93 % + 2 %
96 h duration
1.1.5 | Temperature- IEC 61300-2-48, method A —40°C£2°Ctod8pC+2°C 1
hpimidity cycling 85 + 5 % RH-at'the maximum
temperature
1 hour migimum duration at
extremes
> 1,°Cimin rate of change
42.cycles
Fjbre pull® 1
1.1.6 IEC 61300-2-4 5N +0,5N at 0,5N/s
60 s duration for buffered
fibres
Lpser diode
1.2 (3ubmount)
Temperature: at least two test q
temperatures:
@ specified, constant power q
1.2.1
122 Ts1=Ts mlix
Ts2=< (Ts1-20 °C)
Duration: > 5 000 h
2 Mechanical shock | |g¢ 60749-10 1500 G, 0,5 ms 1
5 times/axis
3 Vibration IEC 60749-12 20G, 20 Hz — 2000 Hz, 1
4 min/cycle, 4cycle/axis
4 Rlapid(change of IEC 60749-11 AT=100 °C, Temperature change 1
temperature time < 10 s, dwell time> 2 min.
h:-m'nprnhmn reach time < 5 min
15 cycles
5 ESD IEC 60749-26 Human body model, positive and 3
negative voltage pulses with a
pulse interval of 300 ms
6 Internal moisture IEC 60749-7 <5000 x 10°° water vapor 11

a

Applied to fibre pigtailed packages.
These parameters can be determined from negotiation between

c

Number of samples

manufacturer and user.
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Table C.5 —- Recommended performance test failure criteria

Devices

Parameter

Failure criterion

Measurement condition

Laser diode

Operating current
Slope efficiency
Forward voltage

Kinks in L/l curve

50 % increase °
10 % change ?®
10 % change ?®

Kink-free within 1,2 x P,
(linearity change <10 %) °

25 °C or life test temperature

25 °C or life test temperature

25 °C or life test temperature

TOp min, 25 °C, TOp m

ax

Laser package

Operating current

Eibre or connectar

50 % increase °

109 Phangn a

25 °C or life test temperature

Life test temperature

output power

Kinks in L/l curve

Tracking ratio

(I 1P

mon |bre)

Kink-free within 1,2 x P_
(linearity change <10 %) °

<LSL > USL

Imon Set to initial vatug

TOp min, 25 °Cj TOp m

Tgymin ~ T max
Atirated power level

@ Change of pre- and post-test values in the DS
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Annex D

(normative)

Specifications for single-mode 1 310-nm
VCSEL device with a monitor photodiode (Case d)

D.1 Absolute limiting ratings

Absolute limiting (maximum and/or minimum) ratings imply that no catastrophic damage will
occur if the product is subject to these ratings for short periods, provided each limiting

paramefer 5 In tsofatton and attother parameters have vatues withim the normat perfarmance
paramefers. It should not be assumed that limiting value of more than one parametef can be
applied jat any one time. Absolute limiting ratings are shown in Table D.1.
Table D.1 — Absolute limiting ratings
Value
Parameter Symbol Unit
Minimum Maximum
Stdrage temperature TStg -40 +85 °C
260 °C,
Soldering condition Teo
10 sec

Laser diode

Reyerse bias voltage Ve 5 \Y

Coptinuous forward current 1D 12 mA

Molnitor photodiode

Makimum reverse voltage ViR 5,0 Vv

Makimum forward current Ir mA
D.2 OQperating environment
The reqpuirements of 42 shall be met.
D.3 FKunctional specification
Tables D£2 and D.3 contain the operating conditions for functional specifications pnd the
functionalaspecifications of qinglp-mndp 1 310 nm VCSFI| devices of Qignalling spleeds of

1,0625 GBd, 1,25 GBd, 3,125 GBd, 4,25 GBd, 8,5 GBd and 10 GBd with a monitor photodiode

at the operating conditions.

Table D.2 — Operating conditions for functional specification

Value
Parameter Symbol Unit Note
Minimum Maximum
Operating forward current Lop 12 mA
Operating forward bias voltage Ve 2,5 Vv
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Table D.3 — Functional specification

Value
Parameter Symbol Unit Note
Minimum Maximum
Laser diode
1270 1355 nm CW, E1B
CW, FC1,
1260 1370 nm FC2. FC4
Laser wavelength (for single channel uses) ip 1260 1360 nm CW. FC8
CW,
1260 1355 nm E1PBLR,
E10BLW
CW,
ﬁ'p_CO 1269,0 1282,4 nm E10BLX4
CW
A 1293,5 1.306,9 nm '
Laser wayelength (for four WDM channel p_C1 E1pBLX4
uses with|3,125 GBd/each) cW
ﬂ“p_CZ 1318,0 1331,4 nm E1bBLX4
CW.
ﬂ“p_C3 13425 1 355,9 nm E1bBLX4
CW,
ﬁ'p_LO 126455 1277,5 nm E4bBLR4
CW
A 1,284,5 1297,5 nm '
Laser wayelength (for four WDM channel p_L1 E4pBLR4
uses with|10,3125 GBd/each) cW
ﬂ“p_LZ 1304,5 1317,5 nm E4bBLR4
CW,
Ap_,_3 13245 1337,5 nm E4bBLR4
Spectral width at -20 dB (for single AL 1 am oW
channel uses)
Spectral Width at -20 dB (for four WDM cw,
e Kes) AL 0,62 nm E1pBLX4,
E4PBLR4
Threshold current Ly, 0,5 5,0 mA To320 °C
Threshold voltage Vin 1,1 2,0 \Y
Slope efficiency (at 15y ina TO package) n 0,05 0,3 mW/mA
Slope efficiency (at 7 in a TOSA or
pigtailed package) o n 0,03 0.2 mW/mA
Continuous laser output power (at /__in a )
TO package) op Po 8,5 5 dBm
FC2GB,
-11,0 -3,0 dBm E1B
-9,5 -3,0 dBm FC1GB
-0,5 dBm E10BLX4
Continuous laser output power (at Top ina Po -8,4 -1 dBm FC4GB
TOSA or pigtailed package)
FC8GB,
-8,2 0,5 dBm E10BLR,
E10BLW
-7 2,3 dBm E40BLR4
Wavelength change over temperature AAMAT 0,1 nm/°C
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Value
Parameter Symbol Unit Note
Minimum Maximum
320/320 ps FC1GB
260/260 ps E1B
160/160 ps FC2GB
Rise and fall time (20 % — 80 %) o 120/120 ps E10BLX4
90/90 ps FC4GB
E10BLR,
50/50 ps E10BLW,
E4PBLR4®
FClGB
5 PA v.l=0V,
1 MHz
E1B
5 pF vl =0V,
1 MHz
FCRGB
2 pF o =0 V,
1 MHz
Capacitarlce (VCSEL chip) c E1pBLX4
2 pF V=0V,
1 MHz
FCAGB
1 -
PF rely ov,
1 MHz
E1PBLR,
E10BLW,
0,5 pF E4pBLR4®
Vel =0V,
1 MHz
FCGB,
-117 dB/Hz FCbGB
FCHGB,
-120 dB/Hz E1B, E3B
. . . . b
Relative iptensity npise RIN FchaB
E1DBLR,
-128 dB/Hz E1DBLW.
E4OBLR4
Side mode suppression ratio SMSR 30 dB at To and [°P
> 2X Iy,
Series resistance temperature coefficient ARG/IAT -4 000 ppm/°C °
Monitor photodiode d
Monitor current I, 0,1 mA
Pop =0 mWw,
Dark current I ro 100 nA
Vrev = 3 V
Vrev =0 V’
f e
Capacitance Ciot 100 pF 1 MHz
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a Informative only. Eye diagram masks and transmitter and dispersion penalty (TDP) should be considered more
accurate guidelines.

b For 1 GHz bandwidth and optical power specified (typically a negative value)

c Series resistance of laser diodes decreases as temperature increases and thus its thermal dependent
parameter is typically a negative value.

d This part applies only to the VCSELs with monitor photodiode at a room temperature condition of 25 °C.

e This indicates total capacitance between the anode and cathode terminals of the monitor photodiode
subassembly.

D.4 Diagrams

Refer to IEC 62148-15.

D.5 Testing

D.5.1 Characterization testing

The reqpuirements of 5.1 shall be met.

D.5.2 Performance testing

Performfance testing is undertaken when characterization“testing is complete. A perfarmance
test plaph is shown in Table D.4 and recommended performance test failure criteria in Table
D.5.
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Table D.4 — Performance test plan

No. Test Reference Conditions
1 Endurance test of:
1.1 Package
1.1.1 High temperature IEC 60749-6 Temperature: T =Tstg max 11
storage Duration: 1 000 h
1.1.2 | Low temperature Temperature: T=Tstg min 11
storage Duration: > 2 000 h
1.1.3 | Temperature IEC 60749-25 Temperature: Tp =Tgtg min 11
cycling I'p=Totama
Number of cycles =100
1.1.4 | Damp heat IEC 61300-2-19 T=+40 °C + 2 °C 1
RH: 93 % +2 %
96 h duration
1.1.5 | Temperature- IEC 61300-2-48, method A —40°C £ 2 °C to +85,°C+ 2 °C 1
humidity cycling 85 + 5 % RH at the maximum
temperature
1 hour minimGm, duration at
extremes
>1 °C/min‘rate of change
42 cycles
1.1.6 | Fjbre pull IEC 61300-2-4 5N+ 0,5 N at 0,5 N/s 1
60 s duration for buffered
fibres
: H
1.2 Lpser diode Temperature: at least two test
(3ubmount) .
temperatures: y
12.1 ¢~ specified, constant power
TS1=TS max
1.2.2 .
T32=< (TS'I_ZO C)
Duration: >5 000 h
1.3 Photodiode (in ] q
répresentative :’eenr?ppeer;e:tjurg-:‘s.. at least two test |
ppckage) V, or I, specified
1.3.1 _ o :
Tg1= 125 °C min. 1
1.3.2 Tgo=< (T441-30°C) Duration:
>1 000h
2 Mechanical‘shock IEC 60749-10 1 500G, 0,5 ms 1
5 times/axis
3 Vlibration IEC 60749-12 20 G, 20 Hz — 2 000 Hz, 1
4-rrinfeyete—4eyeletaxs
4 Rapid change of IEC 60749-11 AT=100 °C, Temperature change 11
temperature time < 10 s, dwell time > 2 min.
temperature reach time < 5 min
15 cyles
5 ESD IEC 60749-26 Human body model, positive and 3
negative voltage pulses with a
pulse interval of 300 ms
6 Internal moisture IEC 60749-7 <5000 x10°® water vapor 11

Applied to fibre pigtailed packages.

These parameters can be determined from negotiation between manufacturer and user.

Number of samples.
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Table D.5 —- Recommended performance test failure criteria

Devices Parameter Failure criterion Measurement condition
Laser diode Operating current 50 % increase ° 25 °C or life test temperature
Slope efficiency 10 % change ?® 25 °C or life test temperature
Forward voltage 10 % change ?® 25 °C or life test temperature
Kinks in L/l curve Kink-free within 1,2 x P_ Top min, 25 °C, T,, max
(linearity change <10 %) ?
Photodiode Dark current USL or 10 nA increase 25 °C

Laser package

Operating current

50 % increase ° *

25 °C or life test temperature

Fibre or connector
output power

Kinks in L/l curve

Tracking ratio
. 1P

mon fibre)

Photodiode dark current

10 % change®

Kink-free within 1,2 x Pom

a

(linearity change <10 %)

<LSL > USL

USL or 10 nA increase °

Life test temperature
Imon set to initial valye

TOp min; k5 °C, TOp mpx

Tsp min ~ T max
At rated power level

25°C

@ Change of pre- and post-test values in the DS.
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Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Une liste de toutes les parties de la série CEl 62149, publiées sous le titre général
Composants et dispositifs actifs a fibres optiques — Normes de performance, peut étre
consultée sur le site web de la CEl.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de
stabilité indiquée sur le site web de la CEIl sous "http://webstore.iec.ch"” dans les données
relatives a la publication recherchée. A cette date, la publication sera

* reconduite,

* supprimée,

* remplacée par une édition révisée, ou
+ amepdée.
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INTRODUCTION

Les dispositifs laser a fibres optiques sont utilisés pour transformer les signaux électriques en
signaux optiques. La présente partie de la CEl 62149 couvre la spécification de performance
des dispositifs discrets a laser 1 310 nm émettant en surface dans les applications de
télécommunication a fibres optiques et de transmission de données par moyen optique.
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NORME DE PERFORMANCE -

Partie 7: Dispositifs discrets a laser 1 310 nm
émettant en surface

Domaine d’application

bnte partie de la CEl 62149 concerne les spécifications de performance descdi
a laser 1 310 nm émettant en surface (VCSEL, vertical cavity surface emittin

unimodaux et multimodaux transverses, utilisés dans les applicati
unication a fibres optiques et de transmission de données par moyen-optiqy
de chips VCSEL montées sur un substrat et reliées par un fil conducteur a I'
hode des chips, et sans aucune fibre amorce. La norme de performance cont

5 avec des conditions, sévérités et critéeres d’acceptation/de-refus bien défi
ont destinés a étre effectués une fois seulement, pour ptouver la capacité dy
ire aux exigences des normes de performance.

Huit dont on a montré qu’il remplissait toutes*les exigences d’une no
ance peut étre déclaré comme conforme a ufie“horme de performance, ma
andé qu’il soit ensuite contrélé selon un ptogramme d’assurance de la qy
ité de la qualité.

tion de la vitesse de transmission des signaux et des domaines d'applicati
fégories de spécifications de VGSEL discrets 1 310 nm sont définies,
hté dans le Tableau 1.

[ableau 1 — Sous-catégories de spécifications de VCSEL discrets 1 310 nm

spositifs
g laser)
pns de
e, sous
node et
ent une

n des exigences de performance de produit ainsi qu'une sérié |de jeux d'essais et de

nis. Les
produit

rme de
is il est
alité/de

on, des
tel que

1,0625 10 GBd*

GBd

1,25
GBd

2,125
GBd

3,125
GBd

4,25
GBd

8,5 16 GBd
GBd

25,78125
GBd

Fibre
Channel

FC1GB FC2GB FC4GB | FC8GB FC16GB"®

Ethernet

EtAla
E1A1b
E1B

E3A1a
E3A1b
E10BLX4

E10BLR
E10BLW
E40BLR4

F25B°

NOTE B

H-estle débit, en baud; A1a est une fibre multimodale a cceur de 50 um; A1b est une fibre mult

modale a

ceeur de

4 1L AN & 40 . L \A A\ALA
\van =

Lo T~ P = PP £ilo mmadalas—l R A I PP
z, o i — oSttt ofreuhtnotar e ——T— CoOreSpPpoOnRt—a——Tav—a— y vy CoOTeSPoRt—a——vvrx

N &4 10 G;

LR4 correspond @ 1 WDM a 40 G. (Se reporter a la CEl 60793-2, a I'lEEE 802.3-2002, a I'INCITS 450-2009, au
Projet INCITS 2118-D/Rev1.00-2008.09.25, a I'lEEE 802.3-2005, et a I''EEE P802.3ba-2009.)

a

et de 9,953 28 GBd pour E10BLW.
b¢ | es spécifications VCSEL pour des débits de transmission des signaux de 16 GBd, 25,781 25 GBd et plus

feront

I'objet de travaux ultérieurs.

Le débit nominal de transmission des signaux en Ethernet 10 G est de 10,312 5 GBd pour E10BLR et E40BLR4

Chaque sous-catégorie de spécification est aussi définie par des détails particuliers en
fonction du type de dispositif, comme par exemple les spécifications d'un dispositif VCSEL
sans photodiode de contrble (cas a) et les spécifications d'un dispositif VCSEL avec
photodiode de contrble (cas b).
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2 Reéférences normatives

Les documents suivants sont cités en référence de maniére normative, en intégralité ou en
partie, dans le présent document et sont indispensables pour son application. Pour les
références datées, seule I'édition citée s’applique. Pour les références non datées, la
derniére édition du document de référence s’applique (y compris les éventuels amendements).

CEI 60749 (toutes les parties), Dispositifs a semiconducteurs - Méthodes d'essais
mécaniques et climatiques

CEI 60825-1: Sécurité des appareils a laser — Partie 1: Classification et exigences des
matériels

CEI 60950-1, Matériels de traitement de linformation — Sécurité — Partie 1 EXigences
générales

CEI 61300-2-4, Dispositifs d'interconnexion et composants passifs ,axfibres optiques -
Méthodes fondamentales d'essais et de mesures — Partie 2-4: Essais™+, Rétention del la fibre
ou du cable

CEI 61300-2-19, Dispositifs d'interconnexion et composants ‘passifs a fibres optjques -
Méthodes fondamentales d'essais et de mesures — Partie (2-19: Essais — Chaleur|humide
(essai cpntinu)

CEI 61300-2-48, Dispositifs d'interconnexion et composants passifs a fibres optjques —
Méthodes fondamentales d'essais et de mesures =\Partie 2-48: Essais — Cycles d'humidité et
de température

CEIl 62148-15, Composants et dispositifspactifs a fibres optiques — Normes de boitier et
d'interfdce — Partie 15: Boitiers discrets a\laser émettant par la surface

Guide [CEI 107:1998, Compatibilité~ électromagnétique — Guide pour la rédaction des
publicatjons sur la compatibilité-€lectromagnétique

3 Termes, définitions,"symboles et abréviations

NOTE Lp terminologiesdés concepts physiques, des types de dispositifs, des termes généraux et dgs valeurs
limites et |caractéristiques' des dispositifs & semiconducteurs peut étre consultée dans la CElI 60747-5-1. Qe plus, la
définition| des vdleurs assignées et caractéristiques essentielles des dispositifs optoélectropiques a
semicondpcteurs-peUr application dans les systémes a fibres optiques peut étre consultée dans la CEIl 62p07-1.

3.1 Termi€es et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions qui suivent s'appliquent.

NOTE Les termes suivants sont définis comme caractéristiques spécifiques des dispositifs discrets a laser
émettant en surface.

3.1.1

vitesse de modulation

vitesse de modulation numérique avec une amplitude de modulation optimale entre le courant
de fonctionnement et le niveau du courant de seuil

3.1.2

multimodal

mode transverse d'une section droite du profil du faisceau laser avec un nombre de modes
supérieur a un
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Note 1 a [larticle: Ceci signifie que le profil d'intensité a plus d'un spot, comparativement a l'unimodal, qui
correspond a un mode transverse de section droite du profil du faisceau laser avec un nombre de modes de un,
ayant un profil d'intensité d’un spot circulaire.

3.1.3

longueur d'onde du laser

longueur d'onde centrale créte du laser d'un dispositif discret a laser émettant en surface
quand il fonctionne dans les conditions normales de fonctionnement, spécifiées dans la
spécification intermédiaire des VCSEL

3.1.4
embase
substrat sur lequel un laser est fixé afin d'étre assemblé ultérieurement dans son boitier

3.1.5
mode transverse
profil dg la section droite du faisceau optique a la sortie laser du VCSEL

Note 1 a J'article: En fonction du mode entre multimodal et unimodal, le type de boitier"des dispositifs JCSEL est
aussi défipi.

3.1.6
dispositif VCSEL avec photodiode de contrdle
disposit|f VCSEL encapsulé avec photodiode de contréle

3.1.7
dispositif VCSEL sans photodiode de contréle
disposit|/f VCSEL encapsulé sans photodiode de conirdle

3.2 Symboles et abréviations

longueur d'onde créte du laser

1; courant de seuil

Vin tension de seuil

Iop courant de fonctionhement

Vs tension directe au courant de fonctionnement

Ry résistance série

n taux de variation

P, puissance de sortie du laser en continu (a la sortie du connecteur ou a |a sortie
de’la fibre amorce pour les types encapsulés)

AN/AT variation de longueur d'onde en fonction de la température

0 divergence du faisceau a 1/e2 d'intensité

1./t temps de montée et de descente de 20 % a 80 % de l'intensité créte

C capacité du chip VCSEL

AL largeur spectrale, quadratique (en condition statique) pour les VCSEL en
multimodal, -20 dB pour les VCSEL en unimodal

RIN bruit d'intensité relative (relative intensity noise)

ARg/AT coefficient de température de la résistance série

4 Parameétres du produit

4.1 Valeurs limites absolues

Les valeurs limites absolues (maximales et/ou minimales) impliquent qu'aucun dommage
catastrophique n'aura lieu si le produit est soumis a ces valeurs limites pour de courtes
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périodes, a condition que chaque paramétre limite soit isolé et que tous les autres paramétres
possédent des valeurs dans les paramétres de performance normale. |l convient de ne pas
présumer que les valeurs limites de plus d'un parameétre peuvent étre appliquées en une fois.
Les valeurs maximales absolues des sous-catégories de types E1, E3, E10, E40 BLR4,
FC1GB, FC2GB, FC4GB et FC8GB pour les vitesses de transmission des signaux sont
énumérées dans les Annexes A a D, en fonction du mode transverse des VCSEL entre
multimodal et unimodal, et de I'encapsulation ou non de la photodiode de contréle.

4.2 Environnement de fonctionnement

L'environnement de fonctionnement de toutes les sous-catégories de types du VCSEL
1 310 nm, est spécifié dans le Tableau 2.

Tableau 2 — Environnement de fonctionnement

Valeur
Paramétre Symbole Unité
Minimum Maximum

Température de fonctionnement Top -40 +8% °C

4.3 Spegcifications fonctionnelles

Les sp4cifications fonctionnelles de toutes les sous-catégories de types E1, E3, E[I0, E40
BLR4, FC1GB, FC2GB, FC4GB, et FC8GB pour les vitesses de transmission des signaux et
les domaines d'application sont énumérées dans les*Annexes A a D, en fonction du mode
transvefse des VCSEL entre multimodal et unimodal, et de I'encapsulation ou non de la
photodipde de contrdle.

4.4 Schémas

Les schEmas de tous les types de dispositifs VCSEL sont inclus dans les Annexes A 3| D.

5 Essais

5.1 Généralités

La caragtérisation et Ia qualification initiales doivent étre entreprises lorsqu’un standard relatif
a une conception a_été mené a bien et figé. Le maintien de la qualification est effdctué au
moyen {le programimes d'essais périodiques. Les conditions d'essai pour tous les essais, sauf
indicatign contraire, sont fixées a 25 °C + 2 °C.

5.2 Esr‘.ais de caractérisation

La caractérisation doit étre effectuée sur au moins 20 produits prélevés dans au moins trois
lots différents de production. Les caractéristiques et conditions de fonctionnement des diodes
laser sont soumises a essai a la température de fonctionnement et au courant de
fonctionnement, afin de satisfaire aux spécifications fonctionnelles définies en 4.3.

5.3 Essais de performance

Les essais de performance sont entrepris lorsque les essais de caractérisation sont achevés.
Le plan d'essais de performance et les critéres d'échec des essais de performance
recommandés sont spécifiés dans les Annexes A a D, en fonction du type de dispositif.
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6 Spécifications d’environnement

6.1 Sécurité générale

Tous les produits satisfaisant a la présente norme doivent se conformer a la CEl 60950-1.

6.2 Sécurité liée a I'utilisation de lasers

Les émetteurs et les émetteurs-récepteurs a fibres optiques utilisant une diode laser spécifiée
dans le présent document doivent étre certifiés laser classe 3R dans toute condition de
fonctionnement. Ceci inclut les conditions de défaut unique, qu’ils soient couplés dans une
fibre ou en sortie directe. Les émetteurs et les émetteurs-récepteurs a fibres optiques utilisant

une dig
conform

Les nor
laser fq
l'utilisat
explicite
satisfair]

6.3 Ex

Les pro
appropr
d'immur]
a étre i
sont fo
électros|

de faser specififee dans te present document doivent etre certifigs —afim_d
ité avec la CEIl 60825-1.

mes et les réglements de sécurité des lasers exigent que le fabricant d'un
urnisse les informations sur le laser, les dispositifs de sécurité, I'étig
on, la maintenance et le service associé. Cette documentation doit
ment les exigences et les restrictions d'usage sur le systemefhote, nécessair
e a ces certifications de sécurité.

gences relatives a la compatibilité électromagnétique (CEM)

ées relatives a la compatibilité électromaghétique (en termes d'émis

nstallés ou intégrés. Les lignes directrices.pour la rédaction de ces exigenc
irnies dans le Guide CEI 107. Des lignes directrices concernant les dé
tatigues (DES) sont toujours a I'étude.

étre en

produit
uetage,
définir
es pour

duits définis dans la présente spécification dojvent étre conformes aux exigences

sion et

ité), en fonction de l'usage/l'environnement particulier pour lesquels ils sont destinés

bs CEM
charges
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Annexe A
(normative)

Spécifications relatives aux dispositifs VCSEL 1 310 nm
multimodaux sans photodiode de contréle (Cas a)

A.1 Valeurs limites absolues

Les valeurs limites absolues (maximales et/ou minimales) impliquent qu'aucun dommage
catastrdphique naura fieu st e produit est soumis a ces valeurs limites poudr de |courtes
périodes, a condition que chaque paramétre limite soit isolé et que tous les autres)parametres
possédent des valeurs dans les parameétres de performance normale. Il convient def ne pas
présumer qu’'une valeur limite de plus d'un paramétre peut étre appliquée en line fpis. Les

valeurs [limites absolues sont présentées Tableau A.1.
Tableau A.1 — Valeurs limites absolues
X aleur
Paramétre Symbole Unitd
Minimum Maximum
Tefnpérature de stockage TStg -40 +85 °C
260 °C,
Copditions de soudure Teo
10's

Diqde laser
Temsion de polarisation inverse Ve 5 \%
Colirant direct continu It p 15 mA

A.2 Environnement de fonctionnement

Les exigences de 4.2 doivent étre satisfaites.

A.3

Les Ta
fonctionnelles) " et

multimojdaux ayant des vitesses de transmission des signaux de 1,25 GBd et 3,125 G

$pécifications fonctionnelles

1 3

leaux~A:2 et A.3 contiennent les conditions de fonctionnement des spécifications
les spécifications fonctionnelles des dispositifs VCSEL

10 nm
Bd sans

photodicde de controle aux conditions de fonctionnement.

Tableau A.2 — Conditions de fonctionnement pour les spécifications fonctionnelles

Valeur
Paramétre Symbole Unité Note
Minimum Maximum
Courant direct en fonctionnement [op 12 mA
Tens!on de polarisation directe en v 25 Vv
fonctionnement f



https://iecnorm.com/api/?name=32b7627d3f4a94eac37d7e3505fdf407

62149-7 © CEI:2012 - 45—

Tableau A.3 — Spécifications fonctionnelles

Valeur
Paramétre Symbole Unité Note
Minimum Maximum
Diode laser
Longueur d'onde du laser (pour utilisations CW, E1A1a,
sur un seul canal) ﬂp 1270 13585 nm E1A1b
CW, E3A1a,
25 co 1269,0 1282,4 nm E3A1D
2 o1 1293,5 | 1306,9 nm o oATe
Longueur d'onde du laser (pour utilisations P-
sur quatrg canaux WDM) ewW E3A1a
Ao c2 1318,0 1331,4 nm E3M1b
CW, E3A1a,
Ao c3 13425 1355,9 nm E3h1b
Lqr.geu‘r spectrale, quadratique (pour AL 4 m oW
utilisationp sur un seul canal)
Largeur spectrale, quadratique (pour CW. E3A1a,
utilisationp sur quatre canaux WDM) AL 0.62 nm E3A1b
Courant de seuil Ly, 0,5 5,0 mA To420 °C
Tension de seuil Vin 1.1 2,0 \Y
Taux de Mariation (a 1oy dans un boitier " 0,05 0.3 mW/mA
TO)
Taux de Variation (a /__ dans un boitier
TOSA ou|muni de fibr%s amorces) n 0.03 0.2 mW/mA
-7 5 dBm E1A1a
Puissancé de sortie du laser en continu (a Po E1A1b
I__ dans 4n boitier TO
. ’ EEEEEES
Puissance de sortie du laser en continu+(& -11,5 -3,5 dBm E] 212
I, dans 4n boitier TOSA ou muni de fibres Po E3h1
amorces . a,
) 0,5 dBm E3h1b
Variation d’e longueur d'onde ¢n*fonction AA/AT 0.2 nm/°C
de la température
] 260/260 ps E1pta,
Temps dg montée et de-descente y E1A1b
20 % — 8D % rof
(20% 2 120/120 ps E3p1a,
E3A1b
E1A1a,
E1A1b
5 pF
Vrev =0 V’
1 MHz
Capacité (chip VCSEL) c
E3A1a,
E3A1b
2 pF _
Viey =0V,
1 MHz
Bruit d'intensité relative RIN -120 dB/Hz a
Cpe;fﬂment d’e ‘temperature de la ARJAT -4 000 ppm/°C b
résistance série S

?  Pour une largeur de bande de 1 GHz et une puissance optique spécifiée (généralement une valeur négative).

P La résistance série des diodes laser diminue a mesure que la température augmente et, par conséquent, son

parameétre de dépendance thermique est généralement une valeur négative.
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A.4 Schémas

Se reporter a la CEI 62148-15.

A.5 Essais

A.5.1 Essais de caractérisation

Les exigences de 5.1 doivent étre satisfaites.

62149-7 © CEI:2012

A.5.2 Essais de performance
Les esspis de performance sont entrepris lorsque les essais de caractérisation sont Jchevés.
Un plan|d’essais de performance est présenté Tableau A.4, et les critéres d’échec)auy test de
performpance recommandés, Tableau A.5.
Tableau A.4 — Plan des essais de performance
N° Essai Référence Conditions n°
1 Elssai d’endurance
ppur:
1.1 Bloitier
Température: T =Tstg max 1
1.1.1 Sftockage a haute Darée: 1 000 h
température CEI 60749-6
1.1.2 | Sftockage a basse Température: T =Tstg min 1
température Durée: >2 000 h
1.1.3 | Qycles de Température: T, =Tstg min 1
température CEI 60749-25 Ty, =Tstg max
Nombre de cycles = 100
: T=+40°C+t2°C
1.1.4 | dhaleur humide 1
CEl 61300-2-19 HR: 93 % + 2 %
Durée de 96 h
1.1.5 | Qycles de CEl 61300-2-48, —40°C+2°Ca+85°C+2°C 1
température et méthode A 85+ 5 % HR a la température
d[humidité maximale
Durée de 1 heure minimum aux
extrémes
Vitesse de variation > 1 °C/ min
42 cycles
1
1.1.6 | Traction sur les CEI 61300-2-4 5N+05Na0,5N/s
fibres® 60 s pour les fibres protégées
1.2 Diode laser (sur Température: au moins deux b
embase) températures d’essai:
@ Spécifiée, puissance b
constante
1.2.1
192 Ts1=Ts max
Ts2=< (Ts1-20 °C)
Durée: > 5 000 h
2 Chocs mécaniques | cE| 60749-10 1500 G, 0,5 ms 11
5 fois/axe
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N° Essai Référence Conditions n°
3 Vibrations CEI 60749-12 20 G, 20 Hz — 2 000 Hz, 11
4 min/cycle, 4 cycles/axe
4 Variatioqs rapides CEl 60749-11 AT=100 °C, durée de variation de 11
de température température < 10 s, temps du
palier > 2 min, durée d’atteinte de
la température < 5 min 15 cycles
5 DES CE| 60749-26 !\/Iodéle; du corps hgmain, - 3
impulsions de tension positives et
négatives avec un intervalle entre
les impulsions de 300 ms
6 Humidité interne CEl 60749-7 Vapeur d’eau < 5 000 x 1078 11
?  S'appliete-awbottiersrunis-de-fibres-amorees-
®  Ces phpramétres peuvent étre déterminés par négociation entre le fabricant et l'utilisateur.
°  Nombfe d’échantillons.
Tableau A.5 — Critéres d'échec des essais de performance recommandés
Disposgitifs Parametre Critére d'échec Condition de m¢gsure
Diode lasgr Courant de Augmentation de 50 % ° 25 °C ou températurel de
fonctionnement I'essai actif
Taux de variation Variation de 10 % *° 25 °C ou températurel de
I'essai actif
Tension directe Variation de 10 %_° 25 °C ou températurel de
I'essai actif
Points singuliers de la Pas de pointg’singuliers dans les Top min, 25 °C, Typ MpX
courbe L/I 1,2 x P (variation de linéarité
<10%) &
Boitier lager Courant de Augmentation de 50 % ° 25 °C ou températurel de
fonctionnement I'essai actif
Puissance en sortie de Variation de 10 % ° Température de I'essgi actif
fibre ou de connecteur Imon réglé a la valeur |nitiale
Points singulierscde la
courbe L/I Pas de points singuliers dans les Top min, 25 °C, Top MpX
1,2 x P (variation de linéarité
<10 %) ©
Taux:-de poursuite
(Uiion Prire) <LSL>USL T, min ~ T, max
Au niveau de puissance
assigné
# Modification.des valeurs de la spécification particuliére d’avant et aprés essai.
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Annexe B

(normative)

62149-7 © CEI:2012

Spécifications relatives aux dispositifs VCSEL 1 310 nm
multimodaux avec photodiode de contrdle (Cas b)

Valeurs limites absolues

Les valeurs limites absolues (maximales et/ou minimales) impliquent qu'aucun dommage

catastr
période
possédd
présumgd
Les valdg

Tableau B.1 — Valeurs limites absolues

piliquc ||'awa “UU Di :U PIUdu;t Ubt DUUIII;D d UCOo Vd:UUID “Illitcb pUOUUl UIC
5, a condition que chaque parameétre limite soit isolé et que tous les autres par
nt des valeurs dans les paramétres de performance normale. Il convient de
br que les valeurs limites de plus d'un parameétre peuvent étre appliquées en |
urs limites absolues sont présentées Tableau B.1.

courtes
ametres
ne pas
ne fois.

Valeur
Paramétre Symbole Unité
Minimum Maximum
Température de stockage T -40 +85 °C
260 °C,
Copditions de soudure Teol
10 sec
Diqde laser
Temsion de polarisation inverse VB 5 Vv
Coprant direct continu Ielp 15 mA
Phptodiode de contrdle
Temfsion inverse maximale ViR 5,0 \%
Cotrant direct maximal I e 2 mA
B.2 Environnement de fonctionnement
Les exigences de4.2 doivent étre satisfaites.

B.3

.Tpécifications fonctionnelles

Les Tableaux B.2 et B.3 contiennent les conditions de fonctionnement des spécifications
fonctionnelles des dispositifs VCSEL 1
multimodaux ayant des vitesses de transmission des signaux de 1,25 GBd et 3,125 GBd avec

fonction

photodiode de contrdle aux conditions de fonctionnement.

nelles et les

spécifications

310 nm

Tableau B.2 — Conditions de fonctionnement pour les spécifications fonctionnelles

Valeur
Parametre Symbole Unité Note
Minimum Maximum
Courant direct en fonctionnement 1op 12 mA
Tens!on de polarisation directe en v 25 Vv
fonctionnement f
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Tableau B.3 — Spécifications fonctionnelles

— 49—

Valeur
Paramétre Symbole Unité Note
Minimum Maximum
Diode laser
Longueur d'onde du laser (pour utilisations CW, E1A1a,
sur un seul canal) ﬂp 1270 13585 nm E1A1b
CW, E3A1a,
25 co 1269,0 1282,4 nm E3A1b
2 o1 1293,5 | 1306,9 nm o oATe
Longueur d'onde du laser (pour utilisations P-
sur quatrg canaux WDM) ewW E3A1a
Ao c2 1318,0 1331,4 nm E3h1b
CW, E3A1a,
Ao c3 13425 1355,9 nm E3h1b
Lqr.geu‘r spectrale, quadratique (pour AL 4 m oW
utilisationp sur un seul canal)
Largeur spectrale, quadratique (pour CW. E3A1a,
utilisationp sur quatre canaux WDM) AL 0.62 nm E3A1b
Courant de seuil Ly, 0,5 5,0 mA To420 °C
Tension de seuil Vin 1,1 2,0 \Y
Taux de Mariation (a 1oy dans un boitier " 0,05 0.3 mW/mA
TO)
Taux de Mariation (a /__ dans un boitier
TOSA ou [muni de fibres amorces) n 0.03 0.2 mW/mA
. . . -8,5 5 dBm E1pta
Puissancg¢ de sortie du laser en continu (a P E1A1b
1,, dans un boitier TO) © s 4B E3h1a,
-85 5 m | E3hib
Puissancg de sortie du laser en continu (a -11,5 -3,5 dBm E 212
Iop dans yn boitier TOSA ou muni de fibres Po E3h1
amorces - a,
) 0,5 dBm E3h1b
Variation de longueur d'onde en\fonction o
de la température AMAT 0.2 nm/*C
260/260 ps E} i]g
Temps dg montée et de-descente tlt
120/120 ps E3p1a,
E3A1b
E1A1a,
E1A1b
5 'nF
Vrev =0V,
1 MHz
Capacité (chip VCSEL) C
E3A1a,
E3A1b
2 pF
Vrev =0 V’
1 MHz
Bruit d'intensité relative RIN -120 dB/Hz a
Cpgfflment dg ‘temperature de la ARJAT -4 000 ppm/°C b
résistance série S
Photodiode de contréle °
Courant de contréle I, 0,1 mA
Pop = 0 mw,
Courant dans 'obscurité I ro 100 nA
Vrev = 3 V
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Paramétre

Valeur

Symbole

Minimum

Maximum

Unité

Capaciteé®

Ctot

100

pF

1 MHz

paramétre de dépendance thermique est généralement une valeur négative.

ambia

nte de 25 °C.

Pour une largeur de bande de 1 GHz et une puissance optique spécifiée (généralement une valeur négative).

La résistance série des diodes laser diminue a mesure que la température augmente et, par conséquent, son

Cette partie ne s'applique qu'aux VCSEL avec photodiode de contréle a des conditions de température

Ceci indique la capacité totale entre I'anode et la cathode du sous-ensemble photodiode de contrdle.

B.4

Se repo|

B.5

B.5.1

Les exig

B.5.2

Les ess
Un plan
perform

$chémas

rter a la CEl 62148-15.

Fssais

Essais de caractérisation

Essais de performance

ences de 5.1 doivent étre satisfaites.

ais de performance sont entrepris lorsque les essais de caractérisation sont achevés.
d’essais de performance est présenté Tableau B.4, et les critéres d’échec aux test de
ance recommandés, Tableau B.5.
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Tableau B.4 — Plan des essais de performance

N° Essai Référence Conditions
1 Essai d’endurance
pour:
1.1 Boitier
1.1.1 | Stockage a haute CEI 60749-6 Température: T =Tstg max 11
température Durée: 1 000 h
1.1.2 Stock'age a basse Température: T =Tgtg min 11
température Durée: > 2 000 h
1.1.3 | Cycles de CE| 60749-25 Température: T, =T . 1
température 5 =Tetg max ®
Nombre de cycles = 100
1.1.4 | dhaleur humide CEIl 61300-2-19 T=+40°C +2°C 1
HR: 93 % +2 %
Durée de 96 h
1.1.5 | Gycles de Sﬂghegd?’eog'z'd'& —40°C+2°Ca+85°C+2°C 1
tempeérature et 85 + 5 % HR alaytémpérature
dlhumidité maximale
Durée de 4 heure minimum aux
extrémes
Vitesse de variation >1 °C/ min
42/cycles
1.1.6 | Traction sur les M +0,5Na0,5Nis 1
e fibres? CEIl 61300-2-4 60 s pour les fibres protégées
Température: au moins deux i
températures d’essai:
A @_. spécifiée, puissance i
1.2 Diiode laser (sur cgnstante
embase)
T =T, max
12.1 .
Ty,=< (T44-20 °C)
1.2.2 Durée: > 5 000 h
H
Température: au moins deux
1.3 Photodiode (dans t;;n;ﬂelra;urée::siﬁdé?es)sal: 4
uh boitier r r SP
r¢présentatif _ o :
P ) T,,= 125 °C min. 1
1.3.1 T,=< (T44-30 °C)
Durée: > 1 000 h
1.3.2
2 Ghocs mécaniques CEI 60749-10 1500 G, 0,5 ms 1
5 fois/axe
3 Vjibrations CEI 60749-12 20 G, 20 Hz — 2 000 Hz, 1
4 min/cycle, 4 cycles/axe
4 Variations rapides CEI 60749-11 AT=100 °C, durée de variation de | 11
de température température < 10 s, temps du
palier > 2 min, durée d’atteinte de
la température < 5min. 15 cycles
5 DES CEI 60749-26 Modele du corps humain, 3
impulsions de tension positives et
négatives avec un intervalle entre
les impulsions de 300 ms
6 Humidité interne CEl 60749-7 Vapeur d’eau < 5 000 x107° 11

a

b

c

Nombre d’échantillons.

S'applique aux boitiers munis de fibres amorces.

Ces parametres peuvent étre déterminés par négociation entre le fabricant et I'utilisateur.
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Tableau B.5 — Critéres d'échec des essais de performance recommandés

Dispositifs Parametre Critére d'échec Condition de mesure
Diode laser Courant de Augmentation de 50 % ° 25 °C ou température de
fonctionnement I'essai actif
Taux de variation Variation de 10 % *° 25 °C ou température de
I'essai actif
Tension directe Variation de 10 % *° 25 °C ou température de
I'essai actif
Points singuliers de la Pas de points singuliers dans les Top min, 25 °C, T,, Max
courbe L/I 12 iation de linéarité
2 x P (variation de linéarité
<10%) *
Photodiode Courant dans I'obscurité | USL ou augmentation de 10 nA 25 °C

Boitier lager

Courant de
fonctionnement

Puissance en sortie de
fibre ou de connecteur

Points singuliers de la
courbe L/I|

Taux de poursuite
(I IP

mon fibre)

Courant de la
photodiode dans
I'obscurité

Augmentation de 50 % *®

Variation de 10 % ®

Pas de points singuliers dans |es
1,2 x P (variation de linéafité

<10 %) ®

<LSL > USL

USL ou augmentation de 10 nA @

25 °C ou températurel de
I'essai actif

Température de I'essai actif

Imon réglé a la valeuf initiale

Top min, 25 °C, Top mpx

T,, min ~ T max
Au niveau de puissance
assigné

25°C

@ Modification des valeurs de la spécification particuliére d’avant et aprés essai.
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Annexe C
(normative)

Spécifications relatives aux dispositifs VCSEL 1 310 nm
unimodaux sans photodiode de contréle (Cas c)

Valeurs limites absolues

Les valeurs limites absolues (maximales et/ou minimales) impliquent qu'aucun dommage
catastrophique n'aura lieu si le produit est soumis a ces valeurs limites pour de courtes

période§, a conditfon que chaque parametre {mite Soit 15ofé et que tous €5 autres paremetres
possédent des valeurs dans les parameétres de performance normale. Il convient. del ne pas
présumer qu’une valeur limite de plus d'un paramétre peut étre appliquée en.uhe fpis. Les
valeurs [limites absoluessont présentées Tableau C.1.
Tableau C.1 — Valeurs limites absolues
Valeur
Paramétre Symbole Unitd
Minimum Maximum
Température de stockage T -40 +85 °C
260 °C,
Copditions de soudure Teo
10's
Diqde laser
Temsion de polarisation inverse Mgs 5 \%
Copirant direct continu 1L 12 mA
C.2 Environnement de fonctionnement
Les exigences de 4.2 doivent-étre satisfaites.
C.3 $Spécifications_fonctionnelles
Les Tableaux C:2\et C.3 contiennent les conditions de fonctionnement correspondant aux
spécifications.—fonctionnelles, et les spécifications fonctionnelles des dispositifs | VCSEL
1310 nin _unimodaux ayant des vitesses de transmission des signaux de 1,0625 GBd,
1,25 GHd, {3,125 GBd, 4,25 GBd, 8,5 GBd et 10 GBd sans photodiode de conttble, en
conditions de fonctionnement.
Tableau C.2 — Conditions de fonctionnement
correspondant aux spécifications fonctionnelles
Valeur
Parameétre Symbole Unité Note
Minimum Maximum
Courant direct en fonctionnement [op 12 mA
Tens?on de polarisation directe en v 2.5 Vv
fonctionnement f
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Tableau C.3 — Spécifications fonctionnelles

Valeur
Paramétre Symbole Unité Note
Minimum Maximum
Diode laser
1270 1355 nm CW, E1B
CW, FC1,
1260 1370 nm FC2, FCA4
Longueur d'onde du laser (pour utilisations P
sur un seul canal) p 1260 1 360 nm CWw, FC8
CW,
1 <0U ‘I 055 LLLLA E1 )BLR,
E1PBLW
CW,
25 co 1269,0 1282,4 nm E10BLX4
CW,
Longueur|d'onde du laser (pour utilisations Ao c1 1293,5 1.306,9 om E10BLX4
sur quatr¢ canaux WDM avec 3,125 GBd
dans chaque canal) CW,
Ao c2 1318,0 1 331,4 nm E1bBLX4
CW.
Ao c3 13425 1355,9 nm E1bBLX4
CW,
25 L0 1264,5 1277,5 nm E4bBLR4
1284,5 1297,5 ew,
Longueur|d'onde du laser (pour utilisations ﬁ'p_L1 J ’ nm E40BLR4
sur quatr¢ canaux WDM avec
10,3125 GBd dans chaque canal) CW,
Ao L2 1304,5 1317,5 nm E4bBLR4
CW,
Ao i3 13245 1337,5 nm E4bBLR4
La_r_geu‘r spectrale a -20 dB (pour AL 1 am oW
utilisationp sur un seul canal)
Largeur spectrale a -20 dB (pour cw,
utili%ations sur quatre canau?( WDM) AL 0.62 nm E1PBLX4,
E4pBLR4
Courant de seuil Ly, 0,5 5,0 mA Toq420 °C
Tension de seuil Vin 1,1 2,0 \Y
Ez;;x de Variation (a lOp dans un boitier N 0,05 0.3 mW/mA
Taux de Variation)(a /__ dans un boitier
TOSA ou|mbni de fibr%s amorces) n 0,03 0.2 mW/mA
Puissance de sortie du laser en continu (a
1,, dans un boitier TO) Po -8.5 5 dBm
FC2GB,
-11,0 -3,0 dBm E1B
-9,5 -3,0 dBm FC1GB
-0,5 dBm E10BLX4
Puissance de sortie du laser en continu (a
I, dans un boitier TOSA ou muni de fibres Po -8,4 -1 dBm FC4GB
amorces) FC8GB,
-8,2 0,5 dBm E10BLR,
E10BLW
-7 2,3 dBm E40BLR4
Variation de longueur d'onde en fonction o
de la température AMAT 0.1 nm/*C
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